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Полікристалічні плівки ZnSe останнім часом знаходять широке 
використання як віконні шари тандемних сонячних елементів та 
фотодетекторів, електрохімічних комірок, базові шари 
електролюмінесцентних приладів тощо. Їх електрофізичні властивості 
у значній мірі визначаються дислокаційною сіткою всередині 
кристалітів. У зв’язку з цим, дослідження субструктурних 
особливостей плівок ZnSe є актуальним. 
Плівки ZnSe були отримані на очищених підкладках зі скла у 
вакуумній установці ВУП-5M. Температура випарника складала 
Te = 1073 K, температура підкладки змінювалася в інтервалі Ts = (373-
973) К. Структурні дослідження плівок були виконані на 
рентгенодифрактометрі ДРОН 4-07 у K випромінюванні мідного 
анода. Реєстрація дифракційних картин проводилась у діапазоні кутів 
2 від 200 до 800, де 2 – брегівський кут. Для розділення 
дифракційного розширення, обумовленого фізичними та 
інструментальними ефектами використані апроксимації профілю 
рентгенівської лінії функціями Коші та Гауса. Подальше розділення 
вкладів від дисперсності областей когерентного розсіювання (ОКР) та 
мікродеформацій проводилося графічним методом Холла. 
Використовувався також метод потрійної згортки.  
В результаті досліджень визначені такі субструктурні 
характеристики плівок як розмір ОКР, рівень мікродеформацій та 
густина дислокацій. Показано, що залежність розміру ОКР від 
температури підкладки має вигляд кривої з максимумом при Ts=(700-
720) K, в той час як рівень мікродеформацій в плівках монотонно 
спадає при збільшенні їх температури конденсації. Розрахована 
густина дислокацій на межах та в об’ємі ОКР в залежності від фізико-
технологічних режимів конденсації плівок. 
